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No puede dejar de llamar la aten
cidn la circunstancia de que la Con-
vencidn del Metro fuera firmada en
1875 por los representantes de cuatro
paises americanos -Argentina, Brasil,
Perii y Venezuela sobre un total de
diecisiete.

La situacidn es alin mds llamati-
va cuando se advierte que en las reu-
niones previas la proporcidn de pai-
ses del Nuevo Mundo es aln mds eleva-
da, ya que figuran asentadas en las
actas de las sesiones de 1872, junta-
mente con las antes mencionadas, las
firmas de los representantes de Chi-
le, Colombia, Ecuador, Nicaragua ,
San Salvador y Uruguay. Diez paises
latincamericancs entre treinta asis-
tentes.

Cualquiera sea la razdn de este
curioso hecho histérico cuya reali-
dad nos limitamecs a constatar,ilas
alternativas de la creacidn del Sis-
tema Interamericano de Metrologia,
que ayer ha tenido su acta de naci-
miento, con la participacidn de ins-
tituciones de catorce paises de la
regidn, nos da libertad para imaginar
que, de alguna manera, somos conti-
nuadores de un proceso que tiene hon-
das raices y entronca con los proyec-
tos visionarios de los fundadores de
nuestro pais, lo cual nos conmueve.

El Sistema Interamericano de
Metrologia tiene objetives muy cla-
ros y concretos: se trata de promo-
ver la cooperacidn internacional
entre los organismos competentes de
_los paises participantes para contri-
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buir al perfeccionamiento de las ac-
tividades en las dreas de 1la metrolo-
gia legal, industrial y cientifica.

A tal efecto, las acciones tenderdn

a lograr:

-la definicidén del sistema nacional
de cada pais;

-el establecimiento de la linea je-
rarquica de patrones de cada pais
y su alcance con los de otros pai-
ses;

-la compatibilidad de los resultados
de los procesos de medicién corres-
pondientes efectuados en los labora-
torios del Sistema;

-la formacidn de personal cientifico
y técnico;

-la obtencidn de documentos té&cnicos
v cientificos y su distribucidn;

-finalmente, la vinculacidn con la
Conferencia General de Pesas y Medi-
das, la Organizacidn Internacional
de Metrologia Legal y otros organis-
mos naclonales o internacionales es-
pecializados en la materia.

Para la realizacién de estos ob=
jetivos, en cuyo cumplimiento ya esta-
mos trabajando desde 1976, con el auspl
cio del Departamento de Asuntos Cien-
tificos de la OEA, hemos contado con
el apoyo de las instituciones recto-
ras, como el Instituto Fisico Técni-



co (PTB) de la Repfiblica Federal de
Alemania, el National Bureau of Stan-
dard (NBS) de Estados Unidos, y el
National Physical Laboratory del Rei-
no Unido, asi como con los organismos
internacionales de maximo nivel, la
Oficina Internacional de Pesas y Medi
das (BIPM) y la Organizacidén Interna-
cional de Metrologia Legal (OIML),

La presentia y participacidn en esta
conferencia de eminentes autoridades
de estas instituciones compromete
nuestra gratitud porque constituye

un poderoso estimulo para nuestra ta-
rea.

Séame permitido ademds sefialar
piblicamente el nombre de dos perso-
nas de quienes nos sentimos especial-
mente deudores, y que por rara coinci
dencia, después de haber empleado una
vida de trabajo en bien de la comuni-
dad tdenen el privilegio de retirarse
del servicio activo, metdfora que, de
be entenderse, significa que trabaja-
ran mas que nunca. El primero de
ellos, hoy presente entre nosotros,
el ingeniero D. Ramén de Colubi, pio-
nero de la metrologia en América,
creador de esa obra ejemplar que es
el Instituto Nacional de Metrclogia
Legal de Venezuela, y el segundo, el
ingeniero H. Steffen Peiser, distin-
guido cientifico quien desde su posi-
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cién en el NBS ha actuado como licido
consejero y ha sabido comunicarnos su
inquebrantable entusiasmo a quienes
hemos emprendido aste no ficil camino
en una obra que no admite retrocesos.
Pido para ellos un aplauso.

Quierc finalmente anunciar que
el Sistema Interamericano de Metrolo-
gia tiene ya su érgano propio de comu
nicacién. Si bien el primer niimero de
Carta Metroldgica tiene un contenido
predominante de material histéricc es
porque hemos considerado necesario do
cumentar el desarrollo del proyecto.
Aspiramos a que Carta Metroldgica sea
una publicacidn cientifica especiali-
zada y la ofrecemos como vehiculo pa-
ra la edicidn de trabajos relaciona-
dos con el tema.

La Conferencia Interamericana de
Metrologia que hoy se inicia, y que
constituye una de las formas en que
se manifiesta el Sistema Interamerica
no de Metro -'zia, al mismo tiempo que
nos da la oportunidad {inica de escu-
char las exposiciones magistrales que
estardn a cargo de nuestros distingui
dos invitados, nos permitird exponer
un panorama, forzosamente reducido,
de algo de lo que se hace en nuestros
paises en este campo.



